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1= part. Disseny d*un ASIC.

En aguesta part, gue va d'octubre a febrer, 17 alumne dis-

senya totalment un circuit integrat d'aplicacid especifi-

ca. El disseny es realitza usant un pagquet CAD industrial

basat en cel-les, 1 gue pot variar d'un any per l altre en
funcid de les disponibilitats.

L’obijectiu és gue 1"alumne conegui totes les parts per les
que passa (captura d’esquemes, simulacid, layout, defini-

cié dels vectors de test,...) el disseny d'un C.I. "semi-

custom'.

2% part. Test de circuits integrats.

L*obiectiu és donar a conéixer la problematica del test
dels C.l."s i les técniques de disseny per a la "testelabi-—
litat". Les classes es desenvolupen, de forma convencio-
nal, de febrer a maig, segons 21 programa segient:

122 Introduccié al test de C.I. s.
Test de C.l.”s5. Maguines de test. Froblematica del
test de circuits LST 1 VLT,

2% Definicid dels vectors de test.
Nivells de representacid. Models de fallades. Reauc
del nombre de fallades. Generadors de vectors de =«
Simuladors de fallades. Entorns de generacid de vec-
tors de test.

Je Disseny per a la testejabilitat (I).

Regles de disseny per a la testejabilitat. Mesure: ae
testejabilitat. Técniques "ad-hoc". Teécnigues est- -
turades: "Scan—-design'.

4, Disseny per a la testejabilitat (II).
Test intern off-line i on-line. Analisi de signa- - 23
EILRO.

)5 Autotesteiabilitat concurrent.

Circuits autotesteiables. Seguretat davant de =2
des. Circuits autoverificables. Codis. Comprovaac
autocomprovables. Circuits totalment autocomprow . 25
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